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            Данный гид к лабораторным работам предназначен для 
приобретения навыков по составлению тестов для цифровых 
комбинационных схем и устройств цифровой памяти. 
Практически тестирование выполняется на основе микросхем с 
программируемой логикой при помощи языкового описания на 
языке VHDL и в среде Schematic.  

Представленные лабораторные работы направлены на 
закрепление знаний в области тестирования цифровых 
устройств, а работа с отладочными платами направлена на 
приобретение практических навыков в данной области. 

Гид рекомендован студентам, мастерантам и 
докторантам соответствующего профиля и отражает 
современные технологии в тестировании цифровых 
электронных систем.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данный гид предназначен для выполнения 
лабораторных работ по составлению тестов или тестовых 
последовательностей для обнаружения неисправностей 
цифровых устройств. В данном гиде представлен также 
теоретический материал, включающий в себя методы 
тестирования цифровых логических схем и цифровой памяти. 
Для каждого метода приведены примеры составления тестов. 

Данные лабораторные работы можно компоновать в две: 
первая и вторая – составление тестов или тестовых 
последовательностей для обнаружения всех возможных 
константных неисправностей цифровых комбинационных 

схем, а третья – составление тестов или тестовых 
последовательностей для обнаружения неисправностей 
устройств с памятью (триггеров и счетчиков). 

Выполнение лабораторных работ осуществляется на 
основе отладочных плат с ПЛИС (программируемая логическая 
интегральная схема) фирмы Altera. Данные микросхемы 
обладают необходимыми ресурсами (логические блоки, ячейки 
памяти), что дает возможность практического проведения 

тестирования цифровых устройств. 
В рамках выполнения данных лабораторных работ 

студент должен закрепить следующие знания:  
- научиться на основе известных методов, которые будут 

рассмотрены в теоретической части методических указаний, 
составлять тесты и тестовые последовательности для 
обнаружения определенного вида неисправностей;  

- научиться оптимизировать составленные тестовые 
последовательности;  

- научиться применять на практике полученные 
знания в области обнаружения различных видов 
неисправностей цифровых устройств. 
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